کارت های شناسایی – روش های آزمایش –  
قسمت سوم:
کارت های مدار مجتمع دارای اتصال و دستگاه های رابط آن

1. هدف

این سند روش های آزمایش ویژگی های کارت های مدار مجتمع را دارای اتصال و دستگاه های رابط  آن با توجه به تعاریفی که در ISO / IEC 7816‑3 ارائه شده است ، تعریف می کند. هر روش آزمایشی به یک یا چند استاندارد پایه ارجاع می شود ، که می تواند ISO / IEC 7810 باشد که فناوری های ذخیره اطلاعات را که در برنامه های کارت شناسایی استفاده می شود ، تعریف می کند.
توجه:     معیارهای پذیرش بخشی این سند را تشکیل نمی دهد اما می تواند در استانداردهای بین المللی ذکر شده در بالا یافت شود.
این سند روش های آزمایش مخصوص فناوری مدار مجتمع متصل را تعریف می کند. ISO / IEC 10373‑1 روشهای آزمایشی را که برای یک یا چند فن آوری کارت مشترک است را تعریف می کند و سایر قسمتهای سری ISO / IEC 10373 ، سایر آزمایشات خاص فناوری را تعریف می کند.
روش های آزمایش تعریف شده در این سند در نظر گرفته شده است به طور جداگانه و مستقل انجام شود. یک کارت لازم نیست که تمام آزمایشات را پشت سر بگذراند. روش های آزمون تعریف شده در این سند بر اساس ISO / IEC 7816‑3 است.
مطابقت کارتها و IFD های تعیین شده برای استفاده در روشهای آزمون این سند ، مانع از خرابی در این زمینه نمی شود. آزمایش قابلیت اطمینان خارج از محدوده این سند است.
این سند برای تعیین عملکرد کامل کارتهای مدار مجتمع ، هیچ آزمایشی را تعیین نمی کند. روشهای آزمایش فقط نیاز به تأیید حداقل عملکرد دارند. حداقل عملکرد به شرح زیر است.
· هر مدار یکپارچه موجود در کارت پاسخی درمقابل ریست نشان می دهد که مطابق با استاندارد پایه است.
· هرگونه تماس با هر مدار مجتمع موجود در کارت ، مقاومت الکتریکی مطابق با استاندارد پایه را نشان می دهد.
2. منابع هنجاری

اسناد ذیل در متن به گونه ای ذکر شده است که بخشی یا تمام محتوای آنها الزامات این سند را تشکیل می دهد. برای مراجع تاریخ، تنها نسخه ذکر می شود. برای مراجعات بدون تاریخ ، آخرین نسخه از سند ارجاع شده (از جمله هر گونه اصلاح) ذکر می شود.
ISO / IEC 7816‑3: 2006 ، کارتهای شناسایی - کارتهای مدار مجتمع - قسمت 3: کارتهای دارای اتصال - رابط برقی و پروتکلهای انتقال 
3. اصطلاحات و تعاریف
برای اهداف این سند ، اصطلاحات و تعاریف زیر اعمال می شود.
ISO و IEC پایگاه داده های اصطلاحات هستند که در استاندارد سازی استفاده می شوند و آدرس های زیر قابل دسترسی هستند:
· https://www.iso.org/obp
· https://www.electropedia.org/
3.1
کارت
کارت مدار مجتمع دارای اتصال
3.2
DUT – دستگاه در حال آزمایش
کارت (3.1) یا IFD (3.4) که در حال آزمایش باشد
3.3 
Etu-factor
پارامترهای قابل مذاکره با پروتکل و انتخاب پارامترها (PPS) ، شرح داده شده در ISO / IEC 7816‑3: 2006 ، 6.3.1
3.4
IFD
دستگاه رابط مربوط به کارتهای مدار مجتمع دارای اتصال که در ISO / IEC 7816‑3 تعریف شده است
3.5
استفاده عادی
استفاده به عنوان کارت شناسایی ، با بهره بردن از فرآیند و تجهیزات متناسب با فناوری کارت و ذخیره سازی به عنوان یک سند شخصی بین فرآیندهای تجهیزات
(منبع: ISO / IEC 7810:2003. 4.4)
3.6
روش آزمایش
روش آزمایش ویژگیهای کارتهای شناسایی و دستگاههای رابط آنها به منظور تأیید انطباق آنها با استانداردهای بین المللی
3.7
سناریوی آزمایش
پروتکل معمولی تعریف شده و ارتباط خاص برنامه با استفاده از روش های آزمون (3.6) تعریف شده در این سند استفاده می شود
3.8
پروتکل معمولی و ارتباطات خاص برنامه
ارتباط بین DUT (3.2) و دستگاه تست مربوطه بر اساس پروتکل و برنامه اجرا شده در DUT (3.2) و نمایانگر استفاده عادی آن (3.5)
4. موارد عمومی قابل استفاده در روش های آزمایش
4.1 محیط آزمایش
مگر در مواردی که مشخص شده باشد ، آزمایش خصوصیات فیزیکی ، الکتریکی و منطقی باید در محیطی با دمای 23 ± 3 درجه سانتیگراد ، با رطوبت نسبی 40٪ تا 60٪ انجام شود.
4.2 پیش شرط
در صورت نیاز به پیش شرط کردن در روش آزمایش ، کارتهای شناسایی که باید آزمایش شوند برای مدت زمان 24 ساعت قبل از آزمایش در محیط آزمایش شرط بندی می شوند مگر اینکه به صورتی دیگر تعریف شده باشد.
4.3 انتخاب روش های آزمون
آزمایش ها مطابق آنچه لازم است برای آزمایش ویژگی های کارت تعریف شده توسط استاندارد پایه مربوطه استفاده می شود (4.8 را ببینید).
4.4 تحمل پیشفرض
مگر در مواردی که مشخص شده باشد ، تحمل پیش فرض %5± برای مقادیر کمیت داده شده برای مشخص کردن مشخصات تجهیزات آزمایش (به عنوان مثال ابعاد خطی) و روشهای روش آزمون (به عنوان مثال تنظیمات تجهیزات تست) اعمال خواهد شد.
4.5 عدم قطعیت اندازه گیری کل
عدم قطعیت اندازه گیری کل برای هر کمیت تعیین شده توسط این روش های آزمون باید در گزارش آزمون بیان شود.
4.6 قراردادهای اندازه گیری الکتریکی
اختلافات پتانسیل با توجه به GND بودن کارت تعریف شده و جریانهای جاری به کارت مثبت تلقی می شوند.
4.7 دستگاه
4.7.1 دستگاه تست کارتهای مدار مجتمع دارای اتصال (دستگاه-تست-کارت)
4.7.1.1 تولید ولتاژ VCC (UCC) و زمان بندی
جدول 1 – ولتاژ و زمان بندی برای VCC
	پارامتر
	شرایط عملیات
	محدوده
	دقت

	UCC
	Class A, B, C
	−1 V to 6 V
	±20 mV

	tR, tF
	Class A, B, C
	0 μs to 500 μs
	±100 μs



4.7.1.2 اندازه گیری ICC
جدول 2 – پارامتر های  ICC
	خصوصیات
	وجه
	محدوده
	دقت
	تفکیک پذیری

	
Icc
	اندازه گیری لبه
	0 mA to 200 mA
	±2 mA
	20 ns

	
	وجه فعال
	0 mA to 100 mA
	±1 mA
	بطور متوسط بیش از
1ms 

	
	توقف کلاک
	0 μA to 200 μA
	±10 μA
	بطور متوسط بیش از
1ms


4.7.1.3 تولید ولتاژ SPU (C6)
5.5 و ISO / IEC 7816-3 را ببینید.
4.7.1.4 تولید ولتاژ و زمان بندی RST
جدول 3 – ولتاژ و زمان بندی RST
	پارامتر
	شرایط عملیات
	محدوده
	دقت

	UIH,UIL
	Class A, B
	−1 V to 6 V
	±20 mV

	UIH
	Class C
	−1 V to 2 V
	±20 mV

	UIL
	Class C
	−1 V to 1 V
	±20 mV

	tR, tF 
	
	0 μs to 2 μs
	±20 ns

	توجه: tR و tF بین 10 تا 90 درصد مقادیر VH min و VL max تولید می شوند.



4.7.1.5 اندازی گیری جریان RST 
جدول 4 – جریان RST
	خصوصیات
	وجه
	محدوده
	دقت
	تفکیک پذیری

	IIH
	فعال
	−30 μA to 200 μA
	±10 μA
	100 ns

	IIL
	فعال
	−200 μA to 30 μA
	±10 μA
	100 ns



4.7.1.6 تولید ولتاژ و زمان بندی I / O  در وجه پذیرش
جدول 5 – ولتاژ و زمان بندی I / O  
	پارامتر
	وجه
	شرایط عملیات
	محدوده
	دقت

	UIH,UIL
	کارت: پذیرش ،
دستگاه: انتقال
	Class A, B
	−1 V to 6 V
	±20 mV

	UIH
	کارت: پذیرش ،
دستگاه: انتقال
	Class C
	−1 V to 2 V
	±20 mV

	UIL
	کارت: پذیرش ،
دستگاه: انتقال
	Class C
	−1 V to 1 V
	±20 mV

	tR, tF
	کارت: پذیرش ،
دستگاه: انتقال
	
	0 μs to 2 μs
	±100 ns

	توجه: tR و tF بین 10 تا 90 درصد مقادیر VH min و VL max تولید می شوند.



4.7.1.7 اندازه گیری جریان I / O  در وجه پذیرش


جدول 6 – جریان I / O  (وجه پذیرش)
	پارامتر
	وجه
	محدوده
	دقت
	تفکیک پذیری

	UIH
	کارت: پذیرش ،
دستگاه: انتقال
	−300 μA to 30 μA

	±10 μA

	100 ns


	UIL
	کارت: پذیرش ،
دستگاه: انتقال
	−1,5 mA to −0,2 mA
	±50 μA

	100 ns


	
	کارت: پذیرش ،
دستگاه: انتقال
	−200 μA to 30 μA

	±10 μA

	100 ns




4.7.1.8 تولید جریان I / O 
جدول 7 – جریان I / O 
	پارامتر
	وجه
	محدوده
	دقت
	تفکیک پذیری

	IOH
	کارت: پذیرش ،
دستگاه: انتقال
	20 kΩ pull-up to VCC
یا مدار معادل آن
	±200 Ω 

	

	IOL
	کارت: پذیرش ،
دستگاه: انتقال
	0 mA to 1,5 mA

	±50 μA

	<100 ns




4.7.1.9 اندازه گیری ولتاژ و زمان بندی I / O 
جدول 8 – ولتاژ و زمان بندی I / O 
	خصوصیات
	شرایط عملیاتی
	محدوده
	دقت
	تفکیک پذیری

	UIH,UIL
	Class A, B, C
	−1 V to 6 V
	±20 mV
	20 ns

	tR, tF 
	
	0 μs to 2 μs
	±20 ns 
	

	توجه: مقادیر tR و tF بین 10 تا 90 درصد مقادیر VH min و VL max اندازه گیری می شوند.



4.7.1.10 تولید ولتاژ CLK
جدول 9 – ولتاژ CLK
	خصوصیات
	شرایط عملیاتی
	محدوده
	دقت
	تفکیک پذیری

	UIH,UIL
	Class A, B
	−1 V to 6 V
	±20 mV
	20 ns

	UIH
	Class C
	−1 V to 2 V
	±20 mV
	20 ns

	UIL
	Class C
	−1 V to 2 V
	±20 mV
	20 ns



4.7.1.11 تولید شکل موج CLK (اندازه گیری تک چرخه)


جدول 10 – شکل موج CLK
	پارامتر
	محدوده
	دقت

	چرخه کار
	35% تا 65% دوره تناوب
	±5 ns

	بسامد
	0,5 MHz to 5,5 MHz
	±5 kHz

	بسامد
	5 MHz to 20,5 MHz
	±50 kHz

	tR, tF
	1% تا 10% دوره تناوب
	±5 ns

	توجه: مقادیر tR و tF بین 10 تا 90 درصد مقادیر VH min و VL max تولید می شوند.



4.7.1.12 اندازه گیری جریان CLK
جدول 11 – جریان CLK
	مشخصات
	وجه
	محدوده
	دقت
	تفکیک پذیری

	IIH
	فعال
	−30 μA to 150 μA
	±10 μA
	20 ns

	IIL
	فعال
	−150 μA to 30 μA
	±10 μA
	20 ns



4.7.1.13 اندازه گیری ظرفیت RST, CLK و I / O  تماس
ظرفیت تماس یک تماس باید بین تماس و GND اندازه گیری شود.
جدول 12 – ظرفیت تماس
	مشخصات
	محدوده
	دقت

	C
	0 pF to 50 pF
	±5 pF



4.7.1.14 تولید دنباله فعال سازی و غیرفعال کردن تماس ها
جدول 13 – فعال سازی و غیرفعال سازی
	محدوده سوئیچ میان سیگنال ها
	دقت

	0 s to 1 s
	( یا یک دوره تناوب کلاک ، هرکدام که کمتر باشد)±200 ns



4.7.1.15 شبیه سازی پروتکل I / O  (I/O)
دستگاه تست کارت می تواند پروتکل های T = 0 و T = 1 و IFD را که برای اجرای ارتباطات معمولی ویژه برنامه های مربوط به برنامه های کارت مورد نیاز هستند ، شبیه سازی کند.
توجه:     اگر عملکرد خاصی در کارت اجرا نشده باشد ، دستگاه تست کارت لازم نیست که قابلیت تست مربوطه را داشته باشد (مثلاً پروتکل T = 1 در کارت اجرا نشده باشد).
4.7.1.16 تولید زمان بندی کاراکتر I / O  در حالت دریافت
دستگاه تست کارت می تواند جریان بیت I / O را مطابق با ISO / IEC 7816‑3 تولید کند.
همه پارامترهای زمان بندی ، به عنوان مثال طول بیت شروع ، زمان نگهبان ، سیگنالینگ خطا ، قابل تنظیم خواهد بود.

جدول 14 -- زمان بندی کاراکتر I / O (وجه دریافت)
	سمبل
	پارامتر
	دقت

	εt
	همه پارامتر های زمان بندی
	±4 CLK دوره 



4.7.1.17 اندازه گیری و نظارت بر پروتکل I / O
دستگاه تست کارت می تواند زمان سنجش حالت های کم و زیاد منطقی خط I / O نسبت به فرکانس CLK را اندازه گیری و نظارت کند.
جدول 15 – خصوصیات زمان بندی
	مشخصات
	دقت

	همه پارامتر های زمان بندی
		دوره ±2 CLK 



4.7.1.18 پروتکل های تحلیل
دستگاه تست کارت می تواند جریان بیت I / O را مطابق پروتکل T = 0 و T = 1 مطابق با ISO / IEC 7816‑3 تجزیه و تحلیل کند و جریان داده های منطقی را برای بررسی بیشتر پروتکل و برنامه استخراج کند.
توجه:     اگر عملکرد خاصی در کارت اجرا نشده باشد ، دستگاه آزمایش کارت لازم نیست که قابلیت تست مربوطه را داشته باشد (مثلاً پروتکل T = 1 در کارت اجرا نشده باشد). در مقابل ، این امکان وجود دارد که یک دستگاه نیاز به قابلیت های گسترده داشته باشد ، به عنوان مثال در صورتی که یک کارت از استاندارد READ BINARY پشتیبانی نمی کند ، می توانید هر مورد 2 را تولید کنید (به ISO / IEC 7816‑4 مراجعه کنید).
4.7.2 دستگاه آزمایش دستگاه رابط (دستگاه آزمایش IFD)
4.7.2.1 تولید جریان برای VCC (ICC)
جدول 16 – جریان VCC
	پارامتر
	وجه
	محدوده
	دقت
	زمان تثبیت پس از رسیدن سطح

	
ICC
	تولید لبه
	0 mA to 120 mA
	±2 mAb
	<100 ns

	
	وجه فعال
	0 mA to 70 mA
	±1 mA
	<100 ns

	
	وجه بیکار(CLK-Stop)
	0 mA to 1,2 mA
	±10 μA
	<100 ns

	
	غیرفعالa
	−1,2 mA to 0 mA
	±10 μA
	<100 ns

	tR, tF 
	
	100 ns
	±50 ns 
	

	طول تپش
	
	100 ns to 500 ns
	±50 ns 
	

	طول مکث به طور مکرر
	
	100 ns to 1 000 ns
	±50 ns 
	

	طول مکث به طور تصادفی
	
	10 μs to 2 000 μs
	±1 μs
	

	a      حداکثر ولتاژ خروجی باید به 5 ولت محدود شود.
b      شرایط متغییر برای تولید لبه.



4.7.2.2 اندازه گیری ولتاژ VCC (UCC)و زمان بندی آن
جدول 17 – ولتاژ و زمان بندی VCC
	خصوصیات
	شرایط عملیات
	محدوده
	دقت
	تفکیک پذیری

	UCC
	Class A, B, C
	−1 V to 6 V
	±20 mV
	10 ns



4.7.2.3 اندازه گیری  SPU (C6) ولتاژ(UCC) و زمان بندی
جدول 18 – ولتاژ و زمان بندی SPU
	خصوصیات
	شرایط عملیات
	محدوده
	دقت
	تفکیک پذیری

	UCC
	Class A, B, C
	−1 V to 6 V
	±20 mV
	10 ns


4.7.2.4 تولید جریان RST 
جدول 19 – جریان RST
	پارامتر
	وجه
	محدوده
	دقت
	زمان تثبیت پس از رسیدن به سطح

	IIH
	فعال
	−30 μA to 200 μA
	±10 μA
	<100 ns

	IIL
	فعال
	−250 μA to 30 μA
	±10 μA
	<100 ns

	Ia
	غیر فعال
	−1,2 mA to 0 mA
	±10 μA
	<100 ns

	a      ولتاژ خروجی باید در محدوده ی 0/5 ولت تا 5/5 ولت محدود شود.



4.7.2.5 اندازه گیری ولتاژ و زمان بندی RST

جدول 20 – ولتاژ و زمان بندی RST
	خصوصیات
	شرایط عملیات
	محدوده
	دقت
	تفکیک پذیری

	UIH,UIL
	Class A, B, C
	−1 V to 6 V
	±20 mV
	20 ns

	tR, tF 
		
	0 μs to 2 μs
	±20 ns 
	

	توجه:    مقادیر tR و tF بین 10 تا 90 درصد مقادیر VH min و VL max اندازه گیری می شوند.


4.7.2.6 تولید جریان I / O
جدول 21 – جریان های I / O
	پارامتر
	وجه
	محدوده
	دقت
	زمان تثبیت پس از رسیدن به سطح

		IIH, IOH



	دستگاه: پذیرش و انتقال
IFD: انتقال و پذیرش
	−400 μA to 50 μA
	±5 μA
	<100 ns

		IIL



	دستگاه: پذیرش و انتقال
IFD: انتقال و پذیرش
	0 mA to 1,5 mA
	±10 μA
	<100 ns

		IOL



	IFD: پذیرش
	0 μA to 1 200 μA
	±10 μA
	<100 ns

		Ia



	غیرفعال
	−1,2 mA to 0 mA
	±10 μA
	<100 ns

	a    ولتاژ خروجی باید در محدوده ی 0/5 ولت تا 5/5 ولت محدود شود.



4.7.2.7 اندازه گیری ولتاژ I / O و زمان بندی
جدول 22 – ولتاژ و زمان بندی I / O
	خصوصیات
	شرایط عملیات
	محدوده
	دقت
	تفکیک پذیری

	UIH,UIL
	Class A, B, C
	−1 V to 6 V
	±20 mV
	20 ns

	tR, tF 
		
	0 μs to 2 μs
	±20 ns 
	

	توجه:    مقادیر tR و tF بین 10 تا 90 درصد مقادیر VH min و VL max اندازه گیری می شوند.



4.7.2.8 تولید ولتاژ و زمان بندی I / O در وجه انتقال
جدول 23 – ولتاژ و زملن بندی I / O (وجه انتقال)
	پارامتر
	وجه
	محدوده
	دقت
	تفکیک پذیری

	UIH,UIL
	IFD: پذیرش ،
دستگاه: انتقال
	Class A, B
	−1 V to 6 V
	±20 mV

	UIH
	IFD: پذیرش ،
دستگاه: انتقال
	Class C
	−1 V to 2 V
	±20 mV

	UIL
	IFD: پذیرش ،
دستگاه: انتقال
	Class C
	−1 V to 1 V
	±20 mV

	tR, tF
	IFD: پذیرش ،
دستگاه: انتقال
	
	0 μs to 2 μs
	±100 ns

	توجه:    مقادیر tR و tF بین 10 تا 90 درصد مقادیر VH min و VL max اندازه گیری می شوند.


4.7.2.9 اندازه گیری جریان I / O در وجه انتقال
جدول 24 – جریان I / O (وجه انتقال)
	پارامتر
	وجه
	محدوده
	دقت
	تفکیک پذیری

	IOL
	انتقال
	0 μA to 1 200 μA
	±10 μA
	20 ns

	Ia
	فعال
	0 mA to 1,2 mA
	±10 μA
	20 ns

	a    ولتاژ خروجی باید در محدوده ی 0/5 ولت تا 5/5 ولت محدود شود.



4.7.2.10 تولید جریان CLK
جدول 25 – جریان CLK
	پارامتر
	وجه
	محدوده
	دقت
	تفکیک پذیری

	IIH
	افعال
	−30 μA to 150 μA
	±10 μA
	20 ns

	IIL
	فعال
	−150 μA to 30 μA
	±10 μA
	20 ns

	Ia
	غیرفعال
	−1,2 mA to 0 mA
	±10 μA
	<100 ns

	a    ولتاژ خروجی باید در محدوده ی 0/5 ولت تا 5/5 ولت محدود شود.


4.7.2.11 اندازه گیری ولتاژ و زمان بندی CLK
جدول 26 – ولتاژ و زمان بندی CLK
	پارامتر
	وجه
	محدوده
	دقت
	زمان تثبیت پس از رسیدن به سطح

	UIH,UIL
	Class A, B, C
	−1 V to 6 V
	±20 mV
	20 ns 



4.7.2.12 اندازه گیری شکل موج CLK (اندازه گیری تک چرخه)
دستگاه آزمون IFD قادر به بررسی هر چرخه در حین اندازه گیری است.
جدول 27 – شکل موج CLK
	خصوصیات
	محدوده
	دقت

	چرخه وظیفه
	35 % to 65 % of period
	±2,5 % of period

	بسامد
	0,5 MHz to 20,5 MHz
	±2,5 % of period

	tR, tF
	1 % to 10 % of period
	±2,5 % of period

	(a چرخه وظیفه باید از 50٪ تا 50٪ (VH min (100٪ و (VL max (0٪ از لبه در حال افزایش تا لبه افزایش یابد.
(b  بسامد باید از 50 تا 50 of از لبه های پیشرو دو چرخه ساعت مجاور (100) VH min و (0) VL max  در حال افزایش از لبه به بالا آمدن لبه باشد.
c)  مقادیر tR و tF بین 10 تا 90 درصد مقادیر VH min و VL max اندازه گیری می شوند.



4.7.2.13 اندازه گیری ظرفیت تماس بین GND و I / O

جدول 28 – ظرفیت تماس
	خصوصیات
	محدوده
	دقت

	C
	0 pF to 50 pF
	±5 pF


4.7.2.14 شبیه سازی پروتکل I / O
دستگاه آزمون IFD می تواند پروتکل T = 0 و T = 1 و برنامه های کارت مورد نیاز برای اجرای سناریوی آزمون را شبیه سازی کند.
توجه:    اگر یک عملکرد خاص در IFD به اجرا نرسد ، دستگاه تست IFD لازم نیست که قابلیت تست مربوطه را داشته باشد (مثلاً پروتکل T = 1 که در کارت اجرا نشده است).
4.7.2.15 ایجاد کاراکتر زمان بندی I / O در وجه انتقال

دستگاه آزمایش IFD قادر است جریان بیت I / O را مطابق با ISO / IEC 7816‑3 نسبت به فرکانس CLK تولید کند.
همه پارامترهای زمان بندی ، به عنوان مثال طول بیت شروع ، زمان نگهبان و سیگنالینگ خطا ، قابل تنظیم خواهد بود.
جدول 29 – پارامتر های زمان بندی
	سمبل
	پارامتر
	دقت

	εt
	همه پارامتر های زمان بندی
	±4 CLK دوره



4.7.2.16 اندازه گیری و نظارت بر پروتکل I / O

دستگاه آزمون IFD قادر به اندازه گیری و نظارت بر زمان وضعیت منطقی کم و زیاد خط I / O نسبت به فرکانس CLK می باشد.
جدول 30 – خصوصیات زمان بندی
	خصوصیات
	دقت

	همه خصوصیات زمان بندی
	±2 CLK دوره



4.7.2.17 تجزیه و تحلیل پروتکل
دستگاه تست IFD قادر است جریان بیت I / O را مطابق پروتکل T = 0 و T = 1 مطابق با ISO / IEC 7816‑3 تجزیه و تحلیل کند و جریان داده های منطقی را برای تأیید بیشتر پروتکل و برنامه استخراج کند.
توجه:    اگر عملکرد خاصی در کارت اجرا نشده باشد ، دستگاه تست IFD لازم نیست که قابلیت تست مربوطه را داشته باشد (مثلاً پروتکل T = 1 در کارت اجرا نشده باشد).
4.7.2.18 امپدانس به طور کلی (منابع جریان و ولتاژ غیرفعال)
جدول 31 – امپدانس
	تماس
	مقاومت
	دقت
	ظرفیت
	دقت

	VCC
	10 kΩ
	±1 kΩ
	30 pF
	±6 pF

	I/O
	50 kΩ
	±5 kΩ
	30 pF
	±6 pF

	RST
	50 kΩ
	±5 kΩ
	30 pF
	±6 pF

	CLK
	50 kΩ
	±5 kΩ
	30 pF
	±6 pF


4.7.3 سناریو آزمایش
آزمایش DUT همانطور که در بندهای 6 ، 7 و 8 تعریف شده است نیاز به اجرای یک سناریوی آزمایش دارد. این سناریو آزمایش یک "پروتکل معمولی و ارتباط خاص برنامه است" ، که وابسته به پروتکل و عملکردهای خاص برنامه پیش بینی شده برای استفاده عادی و در DUT است.
سناریو آزمایش توسط شخص انجام دهنده این تست ها تعریف شده و با نتایج آزمون مستند می شود. سناریو آزمایش باید زیر مجموعه نماینده را ترجیح دهد یا ترجیحاً ، در صورت عملی ، عملکرد کامل DUT که در طول استفاده عادی از آن استفاده می شود. حداقل زمان برای سناریو آزمایش باید 1 ثانیه باشد.
واحد آزمایش ممکن است به اطلاعات مربوط به پروتکل و عملکرد عملکردی و همچنین استفاده در نظر گرفته شده از DUT نیاز داشته باشد تا بتواند یک سناریوی آزمایشی را تعریف کند.
4.8 رابطه روشهای آزمون در مقابل الزامات استاندارد پایه
کلیه تعاریف ولتاژ نسبی (به عنوان مثال 0.7* Ucc ، 0.15*Ucc یا 0.3+Ucc) باید نسبت به GND تعیین شده و در برابر مقدار اندازه گیری همزمان UCC بررسی شود.
جدول 32 -- روشهای تست خصوصیات الکتریکی کارتهای دارای تماس
	روش آزمایش از این سند
	نیازمندی مربوطه

	ماده
	نام
	استاندارد پایه
	ماده(ها)

	5.1
	تماس VCC
	ISO/IEC 7816‑3:2006
	5.2.1

	5.2
	تماس I/O
	ISO/IEC 7816‑3:2006
	5.2.5

	5.3
	تماس CLK
	ISO/IEC 7816‑3:2006
	5.2.3

	5.4
	تماس RST
	ISO/IEC 7816‑3:2006
	5.2.2

	5.5
	تماس SPU(C6)
	ISO/IEC 7816‑3:2006
	5.2.4



جدول 33 -- روشهای آزمایش عملکرد منطقی کارتهای دارای تماس - پاسخ به ریست
	روش آزمایش از این سند
	نیازمندی مربوطه

	ماده
	نام
	استاندارد پایه
	ماده(ها)

	6.1.1
	ریست سرد و پاسخ به ریست(ATR)
	ISO/IEC 7816‑3:2006
	

	6.1.2
	ریست گرم
	ISO/IEC 7816‑3:2006
	



جدول 34 -- روشهای آزمایش عملکرد منطقی کارتهای دارای تماس - پروتکل T = 0
	روش آزمایش از این سند
	نیازمندی مربوطه

	ماده
	نام
	استاندارد پایه
	ماده(ها)

	6.2.2
	زمان بندی انتقال I / O برای پروتکل T = 0
	ISO/IEC 7816‑3:2006
	7.1 / 7.2 / 10.2

	6.2.3
	تکرار شخصیت I / O برای پروتکل T = 0
	ISO/IEC 7816‑3:2006
	7.3 / 10.2

	6.2.4
	زمان بندی دریافت I / O و سیگنالینگ خطا برای پروتکل T = 0
	ISO/IEC 7816‑3:2006
	7.1 / 7.2 / 7.3 / 10.2 





جدول 35 -- روشهای آزمایش عملکردهای منطقی کارتها دارای اتصال - پروتکل T = 1
	روش آزمایش از این سند
	نیازمندی مربوطه

	ماده
	نام
	استاندارد پایه
	ماده(ها)

	6.3.2
	زمان بندی انتقال I / O برای پروتکل T = 1
	ISO/IEC 7816‑3:2006
	7.1, 7.2, 8.3, 11.2, 11.3, 11.4.2, 11.4.3

	6.3.3
	زمان بندی دریافت I / O برای پروتکل T = 1
	ISO/IEC 7816‑3:2006
	7.1, 7.2, 8.3, 11.2, 11.3, 11.4.2, 11.4.3

	6.3.4
	رفتار زمان انتظار کاراکتر (CWT)
	ISO/IEC 7816‑3:2006
	11.4.3

	6.3.5
	واکنش کارت به IFD بیش از CWT
	ISO/IEC 7816‑3:2006
	11.4.3

	6.3.6
	زمان گارد بلوک (BGT)
	ISO/IEC 7816‑3:2006
	11.6.3

	6.3.7
	مسدود کردن توالی توسط کارت
	ISO/IEC 7816‑3:2006
	11.6.3

	6.3.8
	واکنش کارت به خطاهای پروتکل
	ISO/IEC 7816‑3:2006
	11.6.3

	6.3.9
	بازیابی خطای انتقال توسط کارت
	ISO/IEC 7816‑3:2006
	11.6.3

	6.3.10
	هماهنگ سازی مجدد
	ISO/IEC 7816‑3:2006
	11.6.3

	6.3.11
	مذاکره IFSD
	ISO/IEC 7816‑3:2006
	11.4.2

	6.3.12
	لغو توسط IFD
	ISO/IEC 7816‑3:2006
	11.6.3


جدول 36 – 
	روش آزمایش از این سند
	نیازمندی مربوطه

	ماده
	نام
	استاندارد پایه
	ماده(ها)

	7.1
	فعال سازی تماس
	ISO/IEC 7816‑3:2006
	6.1, 6.2.1, 6.2.2

	7.2
	تماس VCC
	ISO/IEC 7816‑3:2006
	5.2.1

	7.3
	تماس I/O
	ISO/IEC 7816‑3:2006
	5.2.5

	7.4
	تماس CLK
	ISO/IEC 7816‑3:2006
	5.2.3

	7.5
	تماس RST
	ISO/IEC 7816‑3:2006
	5.2.2

	7.6
	تماس SPU(C6)
	ISO/IEC 7816‑3:2006
	5.2.4

	7.7
	غیرفعال سازی تماس ها
	ISO/IEC 7816‑3:2006
	6.4


جدول 37 -- روش های آزمایش برای عملکردهای منطقی IFD - پاسخ به ریست
	روش آزمایش از این سند
	نیازمندی مربوطه

	ماده
	نام
	استاندارد پایه
	ماده(ها)

	8.1.1
	ریست کارت(ریست سرد)
	ISO/IEC 7816‑3:2006
	6.2.2

	8.1.2
	ریست کارت(ریست گرم)
	ISO/IEC 7816‑3:2006
	6.2.3





جدول 38 --  روش های آزمایش برای عملکردهای منطقی IFD – پروتکل T=0
	روش آزمایش از این سند
	نیازمندی مربوطه

	ماده
	نام
	استاندارد پایه
	ماده(ها)

	8.2.2
	زمان بندی انتقال I / O برای پروتکل T = 0
	ISO/IEC 7816‑3:2006
	7.1, 7.2, 10.2 

	8.2.3
	تکرار شخصیت I / O برای پروتکل T = 0
	ISO/IEC 7816‑3:2006
	7.3, 10.2

	8.2.4
	زمان بندی دریافت I / O و سیگنالینگ خطا برای پروتکل T = 0
	ISO/IEC 7816‑3:2006
	7.1, 7.2, 7.3, 10.2


جدول 39 -- روش های آزمایش برای عملکردهای منطقی IFD – پروتکل T=1
	روش آزمایش از این سند
	نیازمندی مربوطه

	ماده
	نام
	استاندارد پایه
	ماده(ها)

	8.3.2
	زمان بندی انتقال I / O برای پروتکل T = 1
	ISO/IEC 7816‑3:2006
	7.1, 7.2, 8.3, 11.2, 11.3, 11.4.2, 11.4.3

	8.3.3
	زمان بندی دریافت I / O برای پروتکل T = 1
	ISO/IEC 7816‑3:2006
	7.1, 7.2, 8.3, 11.2, 11.3, 11.4.2, 11.4.3

	8.3.4
	رفتار کاراکتر IFD در زمان انتظار (CWT)
	ISO/IEC 7816‑3:2006
	11.4.3

	8.3.5
	واکنش IFD به کارت با CWT زیاد
	ISO/IEC 7816‑3:2006
	11.4.3

	8.3.6
	زمان نگهبانی بلوک (BGT)
	ISO/IEC 7816‑3:2006
	11.4.3

	8.3.7
	تعیین توالی توسط IFD
	ISO/IEC 7816‑3:2006
	11.6.3

	8.3.8
	بازیابی خطای انتقال توسط IFD
	ISO/IEC 7816‑3:2006
	11.6.3

	8.3.9
	مذاکره IFSC
	ISO/IEC 7816‑3:2006
	11.4.2

	8.3.10
	لغو توسط کارت
	ISO/IEC 7816‑3:2006
	11.6.3


5 روشهای تست خصوصیات الکتریکی کارتهای دارای تماس
5.1 تماس VCC
5.1.1  عمومی
هدف از این آزمایش اندازه گیری جریان مصرف شده توسط کارت در تماس VCC و بررسی اینکه آیا کارت در محدوده مشخص UCC کار می کند (به ISO / IEC 7816‑3: 2006 ، 5.2.1 مراجعه کنید).
5.1.2  دستگاه
4.7.1 را ببینید.
5.1.3  روش
کارت را به دستگاه آزمایش کارت متصل کنید.
a) پارامترهای زیر را در دستگاه آزمایش کارت (با کمترین ولتاژ کلاس پشتیبانی شده توسط کارت) تنظیم کنید:
جدول 40 – پارامتر های دستگاه آزمایش کارت
	پارامتر
	تنظیمات

	UCC
	UCC min

	fCLK
	fCLK maxa

	a fCLK max مطابق با ISO / IEC 7816‑3: 2006 ، 8.3 میباشد.


b) کارت را ریست کنید.
c) سناریو آزمایش را اجرا کنید. در طی این ارتباط ، سیگنال های زیر باید به طور مداوم مورد بررسی قرار می گیرند و مقادیر زیر تعیین می شوند:
جدول 41 – سیگنال های بررسی شده
	خصوصیات
	مقدار

	Icc
	Icc max


d) در صورت پشتیبانی توسط کارت مطابق با ISO / IEC 7816‑3: 2006 ، 6.3.2 ، توقف ساعت را انجام دهید. در حین توقف ساعت ، سیگنال ها و مقادیر نشان داده شده در جدول 41 باید به طور مداوم مورد بررسی قرار گیرند و مقادیر مشخص شده باشند.
e) مجدداً fCLK را مطابق با ISO / IEC 7816 ،3: 2006 ، 6.3.2 راه‌اندازی کنید.
f) سناریو آزمایش را اجرا کنید. در طی این ارتباط ، سیگنال ها و مقادیر نشان داده شده در جدول 41 باید به طور مداوم مورد بررسی قرار گیرند و مقادیر تعیین شوند.
g) مراحل b تا f را با حداکثر UCC = UCC تکرار کنید.
h) مراحل a تا g را برای کلیه کلاسهای ولتاژ که توسط کارت پشتیبانی می شوند تکرار کنید.
5.1.4 گزارش آزمایش
مقادیر تعیین شده در روش و اینکه آیا همه ارتباطات مطابق با ISO / IEC 7816‑3 بودند را گزارش دهید.
5.2 تماس I/O
5.2.1 عمومی 
هدف این آزمایش اندازه گیری ظرفیت تماس تماس I/O ، ولتاژ خروجی I/O (UOH , UOL) زیر 
5.2.2 دستگاه
4.7.1 را ببینید.
5.2.3 روش
کارت را به دستگاه آزمایش کارت متصل کنید.

a) ظرفیت CIO تماس I / O را اندازه گیری کنید.

b) پارامترهای زیر را در دستگاه آزمایش کارت (با کمترین میزان ولتاژ پشتیبانی شده توسط کارت شروع کنید) تنظیم کنید:


جدول 42 – پارامتر های دستگاه آزمایش کارت
	پارامتر
	تنظیمات

	UCC
	UCC max

	UIH
	UIH min

	UIL
	UIL min

	IOH
	a

	IOL
	IOL max

	tR
	tR max

	tF
	tF max

	a  به جای منبع فعلی برای IOH ، از مقاومت 20kΩ به VCC یا یک مدار معادل استفاده می شود تا از آسیب بیش از حد ولتاژ به کارت جلوگیری شود.



c) ریست کارت.
d) سناریو آزمایش را اجرا کنید. در طی این ارتباط ، خصوصیات زیر باید به طور مداوم مورد بررسی قرار گیرد و مقادیر زیر تعیین شود:
جدول 43 – مقادیری که باید تعیین شوند
	خصوصیات
	مقادیر

	IIH
	IIH max

	IIL
	IIL max

	UOH
	UOH min, UOH max

	UOL
	UOL min, UOL max

	tR
	tR max

	tF
	tF max



e) کارت را خاموش کنید.
F) دستگاه آزمایش کارت را بر اساس پارامترهای نشان داده شده در جدول 42 تنظیم کنید.
g) کارت را ریست کنید.
h) سناریو آزمایش را اجرا کنید. در طی این ارتباطات ، خصوصیات و مقادیر نشان داده شده در جدول 43 باید به طور مداوم مورد بررسی قرار گیرند و مقادیر مشخص شده تعیین شوند.
i) کارت را خاموش کنید.
مراحل b تا  i را برای همه ولتاژ های پشتیبانی شده تکرار کنید.
5.2.4 گزارش آزمایش
ظرفیت تماس I / O ، مقادیر تعیین شده در رویه و اینکه آیا کلیه ارتباطات مطابق با ISO / IEC 7816‑3 بوده یا خیر را گزارش دهید.
5.3 تماس CLK
5.3.1 عمومی
هدف از این آزمایش اندازه گیری جریان مصرف شده توسط کارت در مخاطب CLK و بررسی اینکه آیا کارت با فرکانس های ساعت مشخص شده و شکل های موج کار می کند (به ISO / IEC 7816‑3: 2006 ، 5.2.3 ، 8.3 مراجعه کنید).
5.3.2 دستگاه
4.7.1 را ببینید.
5.3.3 روش
کارت را به دستگاه آزمایش کارت متصل کنید.
a) ظرفیت CCLK تماس CLK را اندازه گیری کنید.
b) پارامترهای زیر را در دستگاه آزمایش کارت (با کمترین میزان ولتاژ که توسط کارت پشتیبانی می شود شروع کنید):
جدول 44 – پارامتر های دستگاه آزمایش کارت
	سیگنال
	تنظیمات

	UCC
	UCC max

	UIH
	UIH min

	UIL
	UIL min

	fCLK
	fCLK min

	Duty cycle
	40 % high



c) کارت را ریست کنید
d) بر اساس ISO/IEC 7816‑3:2006, 5.2.3, 8.3 مقدار fCLK را به fCLK max تغییر دهید.
e) سناریو آزمایش را اجرا کنید. در طی این ارتباط ، خصوصیات زیر به طور مداوم مورد بررسی قرار دهید و مقادیر زیر تعیین کنید:
جدول 45 – مقادیری که باید تعیین شوند
	خصوصیات
	مقدار

	IIH
	IIH max

	IIL
	IIL max


f) کارت را خاموش کنید.
g) دستگاه آزمایش کارت را بر اساس پارامترهای نشان داده شده در جدول 44 تنظیم کنید.
h) کارت را ریست کنید.
i) سناریو آزمایش را اجرا کنید. در طی این ارتباطات ، خصوصیات و مقادیر نشان داده شده در جدول 45 باید به طور مداوم مورد بررسی قرار گیرند و مقادیر مشخص شوند.
j) کارت را خاموش کنید
K) مراحل b تا j را برای همه ولتاژ های پشتیبانی شده تکرار کنید.
5.3.4 گزارش آزمایش
ظرفیت تماس CLK ، مقادیر تعیین شده در روش و اینکه آیا کلیه ارتباطات مطابق با ISO / IEC 7816-3 بوده است گزارش دهید.
5.4 تماس RST
5.4.1 عمومی
هدف از این آزمایش اندازه گیری جریان مصرف شده توسط کارت در تماس RST و بررسی اینکه آیا کارت با مقادیر حداقل و حداکثر زمان بندی و ولتاژ سیگنال RST اجرا می شود (به ISO / IEC 7816‑3: 2006 مراجعه کنید. 5.2.2).
5.4.2 دستگاه
4.7.1 را ببینید.
5.4.3 روش
کارت را به دستگاه آزمایش کارت متصل کنید.
a) ظرفیت CRST تماس RST را اندازه گیری کنید.
b) پارامترهای زیر را در دستگاه آزمایش کارت (با کمترین میزان ولتاژ پشتیبانی شده توسط کارت) شروع کنید:
جدول 46 -- پارامترهای دستگاه آزمایش کارت
	سیگنال
	تنظیمات

	UCC
	UCC max

	UIH
	UIH min

	UIL
	UIL min

	fCLK
	fCLK min


c) کارت را ریست کنید.
d) سناریو آرمایش را اجرا کنید. در طی این ارتباط ، سیگنال های زیر باید به طور مداوم مورد بررسی قرار گیرند و مقادیر زیر تعیین شوند:
جدول 47 – مقادیری که باید تعیین شوند
	خصوصیات
	مقدار

	IIH
	IIH max

	IIL
	IIL max


e) کارت را خاموش کنید.
f) دستگاه آزمایش کارت را بر اساس پارامترهای نشان داده شده در جدول 46 تنظیم کنید.
g)کارت را ریست کنید.
h) سناریو آزمایش را اجرا کنید. در طی این ارتباطات ، خصوصیات و مقادیر نشان داده شده در جدول 47 باید به طور مداوم مورد بررسی قرار گیرند و مقادیر تعیین شده تعیین شوند.
i) کارت را خاموش کنید.
j) مراحل b تا i را با ولتاژ های پشتیبانی شده تکرار کنید.
5.4.4 گزارش آزمایش
در گزارش آزمون باید ، ظرفیت تماس با RST ، مقادیر تعیین شده در رویه و تطابق کلیه ارتباطات با ISO / IEC 7816‑3  ، بیان شود.
5.5 تماس SPU(C6)
هیچ آزمایش استاندارد ای وجود ندارد که در تماس با SPU (C6) اعمال شود. اگر این قسمت مخاطب در یک برنامه اختصاصی استفاده شود ، باید آزمایش های ویژه برنامه اعمال شود.
6 روشهای آزمایش عملکرد منطقی کارتها با تماس
6.1 پاسخ به ریست
6.1.1 ریست سرد و پاسخ به ریست (ATR)
6.1.1.1 عمومی
هدف از این آزمایش تعیین رفتار کارت در طی روش ریست سرد طبق ISO / IEC 7816EC3: 2006 ، 6.2.2 است.
6.1.1.2 دستگاه
4.7.1 را ببینید.
6.1.1.3 روش
کارت را به دستگاه آزمایش کارت متصل کنید.
طی اجرا روش زیر تماس های VCC ، RST ، CLK و I / O باید بطور مداوم مورد بررسی قرار گیرند و کلیه انتقال سیگنال های (سطح و زمان بندی) و همچنین محتوای منطقی ارتباط ثبت شود.
a) کارت را مطابق با ISO / IEC 7816‑3: 2006 ، 6.2.1 فعال کنید.
b) RST را پس از فعال شدن CLK ، را روی چرخه های ساعت H 400 تنظیم کنید.
c) اگر کارت با ارسال ATR واکنش نشان داد ، خطای انتقال را مطابق با ISO / IEC 7816‑3: 2006 ، 7.3 برای حداقل یک کاراکتر (انتخاب تصادفی) از ATR علامت بزنید.
d) سناریو آزمایش را با کارت اجرا کنید.
e) کارت را غیرفعال کنید
6.1.1.4 گزارش آزمایش
6.1.2 ریست گرم
6.1.2.1 عمومی
هدف از این آزمایش تعیین رفتار کارت در طی روش ریست گرم با توجه به ISO / IEC 7816‑3: 2006 ، 6.2.3 است.
6.1.2.2 دستگاه
4.7.1 را ببینید.
6.1.2.3 روش
کارت را به دستگاه آزمایش کارت متصل کنید.
در طی روش زیر تماس های VCC ، RST ، CLK و I / O باید بطور مداوم مورد بررسی قرار گیرند و کلیه انتقال سیگنال ها (سطح و زمان بندی) و همچنین محتوای منطقی ارتباط ثبت شود:
a) مطابق با ISO / IEC 7816‑3: 2006 ، 6.2.1 و 6.2.2 کارت را فعال و ریست کنید.
b) سناریو تست را با کارت اجرا کنید.
c) تنظیم ریست گرم با مدت زمان چرخه 400 ساعت مطابق با ISO / IEC 7816‑3: 2006 ، 6.2.3.
d) اگر کارت با ارسال ATR واکنش نشان داد ، خطای انتقال را مطابق با ISO / IEC 7816‑3: 2006 ، 7.3 برای حداقل یک کاراکتر (انتخاب تصادفی) از ATR ارسال کنید.
e) سناریو تست را با کارت اجرا کنید.
f) کارت را خاموش کنید.
6.1.2.4 گزارش آزمایش
ضبط سیگنال و ATR را گزارش کنید.
6.2 پروتکل T=0
6.2.1 عمومی
هدف از این آزمایش تعیین زمان بندی داده های منتقل شده توسط کارت است (نگاه کنید بهISO / IEC 7816‑3: 2006 ، 7.1 ، 7.2 ، 10.2).
6.2.2.2 دستگاه
4.7.1 را ببینید.
6.2.2.3 روش
کارت را به دستگاه آزمایش کارت متصل کنید.
در طی روش زیر تماس VCC ، RST ، CLK و I / O باید بطور مداوم مورد بررسی قرار گیرند و کلیه انتقال سیگنال ها (سطح و زمان بندی) و همچنین محتوای منطقی ارتباط ثبت شود:
a) سناریو آزمایش را با کارتی با پارامترهای اسمی بیت زمان بندی اجرا کنید (به ISO / IEC 7816‑3: 2006 ، 10.2 مراجعه کنید).
b) مرحله (الف) را  با هر فاکتور etu تکرار کنید.
c) مراحل a) و b) را برای همه برنامه های ارائه شده تکرار کنید.
6.2.2.4 گزارش آزمایش
پروتکل های ضبط شده را گزارش کنید.
6.2.3 کاراکتر های تکراری 
6.2.3.1 عمومی
هدف از این آزمایش تعیین میزان استفاده و زمان تکرار شخصیت توسط کارت است (به ISO / IEC 7816‑3: 2006 ، 7.3 مراجعه کنید).
6.2.3.2 دستگاه
4.7.1 را ببینید.
6.2.3.3 روش
کارت را به دستگاه آزمایش کارت متصل کنید.
a) سناریو آزمایش را با کارت با پارامترهای اسمی زمان بندی شخصیت اجرا کنید (به ISO / IEC 7816 783: 2006 ، 7.2 مراجعه کنید).
b) در طی قسمت روش ، تماس های VCC ، RST ، CLK و I / O باید بطور مداوم مورد بررسی قرار گیرند و کلیه انتقال سیگنال ها (سطح و زمان بندی) و همچنین محتوای منطقی ارتباط ثبت شود.
c) در هر بایت ارسال شده توسط کارت ، پنج شرط خطای پی در پی مطابق با ISO / IEC 7816‑3: 2006 ، 7.3 با حداقل مدت زمان (1 etu + εt) و حداقل زمان بین لبه پیشرو بیت شروع و لبه پیشرو سیگنال خطا ایجاد می شود.[(10،5 - 0،2) etu + εt].
d) در هر بایت ارسال شده توسط کارت ، پنج شرط خطای پی در پی مطابق با ISO / IEC 7816‑3: 2006 ، 7.3 با حداکثر مدت زمان (2 etu - εt) و حداکثر زمان بین لبه پیشرو بیت شروع و لبه پیشرو ایجاد می شود. سیگنال خطا [(10،5 + 0،2) etu - εt].
e) مراحل c تا d را برای تمام ATR های ارائه شده تکرار کنید (به انتخاب کلاس در ISO / IEC 7816‑3: 2006 ، 6.2.4 مراجعه کنید).
6.2.3.4 گزارش آزمایش
پروتکل های ضبط شده را گزارش دهید.
6.2.4 پذیرش زمان بندی و خطا سیگنالینگ I/O پروتکل T=0
6.2.4.1 عمومی
هدف از این آزمایش تعیین زمان بندی دریافت و سیگنالینگ خطا از کارت است (به ISO / IEC 7816‑3: 2006 ، 7.1 ، 7.2 ، 7.3 ، 10.2 مراجعه کنید).
6.2.4.2 دستگاه
4.7.1 را ببینید.
6.2.4.3 روش
کارت را به دستگاه آزمایش کارت متصل کنید.
در طی روش زیر مخاطبین VCC ، RST ، CLK و I / O باید بطور مداوم مورد بررسی قرار گیرند و کلیه انتقال سیگنال ها (سطح و زمان بندی) و همچنین محتوای منطقی ارتباط ثبت شوند.
a) پارامترهای زمانبندی بیت زیر را در دستگاه آزمایش کارت تنظیم کنید:
جدول 48 -- پارامترهای زمانبندی بیت در آزمایش کارت
	پارامتر
	مقدار
	مشاهده کنید

	طول قاب کاراکتر
	حداکثر (tn=(n+0.2)etu-εt)
	ISO/IEC 7816‑3:2006,  عبارت 7

	تأخیر بین دو کاراکتر متوالی
	9600 etu
	نکته: هیچ مقدار حداکثر برای کارت در ISO / IEC 7816‑3 تعریف نشده است



b) سناریو آزمایش را با کارت اجرا کنید.
c) پنج خطای برابری متوالی برای یک بایت واحد ایجاد کنید که پس از آن یک بایت معتبر منتقل می شود که به دنبال آن پنج خطای برابری متوالی برای بایت واحد بعدی در انتقال وجود دارد.
d) مراحل a تا c را با هر یک از عوامل اصلی تکرار شده تکرار کنید.
e) پارامترهای زمانبندی بیت زیر را در دستگاه آزمایش کارت تنظیم کنید:
	پارامتر
	مقدار
	مشاهده کنید

	طول قاب کاراکتر
	حداکثر (tn=(n+0.2)etu-εt)
	ISO/IEC 7816‑3:2006,  عبارت 7

	تأخیر بین دو کاراکتر متوالی
	12 etu + R × N/f + εt
	ISO/IEC 7816‑3:2006,  عبارت 7



f) مراحل b تا d را تکرار کنید.
g) برای همه برنامه های ارائه شده مراحل a تا f را تکرار کنید.
6.2.4.4 گزارش آزمایش
پروتکل های ضبط شده را گزارش کنید.
6.3 پروتکل T=1
6.3.1 عمومی
روشهای بعدی آزمایش فقط در صورتی قابل اجرا هستند که کارت از پروتکل T = 1 پشتیبانی کند.
اگر در طول آزمایش خطای انتقال تصادفی رخ دهد ، هر روش بازیابی خطا طبق ISO / IEC 7816‑3: 2006 ، 11.6.2 انجام خواهد شد.
توجه: برخي از توصيف هاي بعدي روش هاي آزمون شامل سناريوهايي براي نشان دادن رويه هاي توصيف شده است. برخی از این سناریوها بر اساس این فرض است که کارت حاوی یک پرونده شفاف به طول 36 بایت و محتوای '31 32 33 34 … 54' است ، و I(0,0)(INF=’00 B0 00 00 02’)  را به عنوان READ BINARY 2BYTES می فهمد.
6.3.2 زمان بندی انتقال I / O برای پروتکل T = 1
6.3.2.1 عمومی
هدف از این آزمایش تعیین زمان داده های منتقل شده توسط کارت است (نگاه کنید به ISO / IEC 7816‑3: 2006، 7.1، 7.2، 8.3، 11.2، 11.3، 11.4.2، 11.4.3).
6.3.2.2 دستگاه
4.7.1 را ببینید.
6.3.2.3 روش
در طی روش زیر تماس های VCC ، RST ، CLK و I / O باید بطور مداوم مورد بررسی قرار گیرند و کلیه انتقال سیگنال ها (سطح و زمان بندی) و همچنین محتوای منطقی ارتباط ثبت شود:
a) یک ارتباط معمولی T = 1 و برنامه ویژه برنامه را با حداقل کارت با حداقل 1 ثانیه با پارامترهای زمان بندی اسمی بیت اجرا کنید (به ISO / IEC 7816 :3: 2006 ، 11.2 مراجعه کنید) و حداقل تاخیر بین دو شخصیت پیاپی توسط N (نگاه کنید به ISO / IEC 7816‑3: 2006 ، 8.3) در ATR تعریف شده است.
b) مرحله (a) را تکرار کنید.
c) مراحل a تا b  برای هر یک از برنامه های ارائه شده را تکرار کنید.
6.3.2.4 گزارش آزمایش
پروتکل های ضبط شده را گزارش کنید.
6.3.3 زمان دریافت I / O برای پروتکل T = 1
6.3.3.1 عمومی
هدف از این آزمون تعیین زمان بندی دریافت کارت با استفاده از پروتکل T = 1 است (به ISO / IEC 7816 I3: 2006 ، 7.1 ، 7.2 ، 8.3 ، 11.2 ، 11.3 ، 11.4.2 ، 11.4.3 مراجعه کنید).
6.3.3.2 دستگاه
4.7.1 را ببینید.
6.3.3.3 روش
کارت را به دستگاه آزمایش کارت متصل کنید.در طی روش زیر تماس VCC ، RST ، CLK و I / O باید بطور مداوم مورد بررسی قرار گیرند و کلیه انتقال سیگنال ها (سطح و زمان بندی) و همچنین محتوای منطقی ارتباط ثبت شود.
a) پارامترهای زمانبندی بیت زیر را در دستگاه آزمایش کارت تنظیم کنید:
جدول 50 -- پارامترهای زمان سنجی بیت دستگاه آزمایش کارت
	پارامتر
	مقدار
	مشاهده کنید

	طول قاب کاراکتر
	حداکثر (tn=(n+0.2)etu-εt)
	ISO/IEC 7816‑3:2006,  عبارت 7

	زمان محافظ
	حداکثر
	 ISO/IEC 7816‑3:2006,  عبارت 7 و 11.4.3

	تأخیر بین دو کاراکتر متوالی
	(11 + 2CWI) etu − εt
	ISO/IEC 7816‑3:2006,  عبارت 7


b) حداقل 1 ثانیه یک ارتباط معمولی T = 1 و برنامه ویژه ارتباط با کارت را اجرا کنید.
c) مراحل a تا b را با هر یک از عوامل اصلی تکرار کنید.
d) پارامترهای زمانبندی بیت زیر را در دستگاه آزمایش کارت تنظیم کنید:
جدول 51 -- پارامترهای زمان سنجی بیت دستگاه آزمایش کارت
	پارامتر
	مقدار
	مشاهده کنید

	طول قاب کاراکتر
	حداکثر (tn=(n+0.2)etu-εt)
	ISO/IEC 7816‑3:2006,  عبارت 7

	زمان محافظ
	حداکثر
	 ISO/IEC 7816‑3:2006,  عبارت 7 و 11.4.3

	تأخیر بین دو کاراکتر متوالی
	12 etu + R × N/f + εt
	ISO/IEC 7816‑3:2006,  عبارت 7


e) حداقل 1 ثانیه یک ارتباط معمولی T = 1 و برنامه ویژه ارتباط با کارت را اجرا کنید.
f) مراحل d تا e را با هر یک از عوامل اصلی تکرار کنید.
6.3.3.4 گزارش آزمایش
پروتکل های ضبط شده را گزارش کنید.
6.3.4 رفتار زمان انتظار شخصیت (CWT)
6.3.4.1 عمومی
هدف از این آزمایش تعیین واکنش کارت در برابر CWT است (رجوع کنید به ISO / IEC 7816‑3: 2006 ، بند 7 ، 11.4.3).
توجه: نماد مورد استفاده در توصيف روش زير در ISO / IEC 7816‑4 تعريف شده است.
6.3.4.2 دستگاه
4.7.1 را ببینید.
6.3.4.3 روش
کارت را به دستگاه تست-کارت متصل کنید.
a) در یک پرونده شفاف ساخته شده از حداقل 2 بایت قرار بگیرید.
b) با CWT اعلام شده در ATR ، یک بلوک n بایت را به کارت ارسال کنید.
c) حضور ، محتوا و زمان پاسخ کارت را ضبط کنید.
	کارت
	دستگاه آزمایش کارت

	
	I(0,0)(INF†=’00 B0 00 00 02’)

	پاسخ کارت
	

	در قسمت INF دستور READ BINARY 2 BYTES وجود دارد.


6.3.4.4 گزارش آزمایش
حضور ، محتوا و زمان پاسخ کارت را گزارش دهید.
6.3.5 واکنش کارت به IFD بیش از CWT
6.3.5.1 عمومی
هدف از این آزمایش تعیین واکنش کارت در برابر IFD بیش از CWT است (نگاه کنید به
ISO / IEC 7816‑3: 2006 ، 5.2.5 ، بند 7 ، 11.2).
6.3.5.2 دستگاه
4.7.1 را ببینید.
6.3.5.3 روش
کارت را به دستگاه تست-کارت متصل کنید.
a) کمتر از n بایت از یک بلوک n بایتی را به کارت ارسال کنید.
b) حضور ، محتوا و زمان پاسخ کارت را ضبط کنید.
واکنش کارت در مورد برخوردهای احتمالی ناشی از وقفه باید مورد بررسی قرار گیرد.
6.3.5.4 گزارش آزمایش
حضور ، محتوا و زمان پاسخ کارت را گزارش دهید.
6.3.6 زمان محافظ بلوک (BGT)
6.3.6.1 عمومی
هدف از این آزمایش اندازه گیری زمان بین لبه های پیشرو دو شخصیت متوالی (BGT) است که در جهت های مخالف ارسال شده اند (به ISO / IEC 7816‑3: 2006 ، 11.4.3 مراجعه کنید).
6.3.6.2 دستگاه
4.7.1 را ببینید.
6.3.6.3 روش
6.3.6.3.1 روش 1
کارت را به دستگاه آزمایش کارت متصل کنید.
a) در یک پرونده شفاف ساخته شده از حداقل 2 بایت قرار بگیرید.
b) یک بلوک I درست درست کنید.
c) بلوک I را به کارت ارسال کنید.
d) کارت باید مطابق با قانون 1 با یک بلوک I درست پاسخ دهد.
جدول 53 – سناریو 2 – زمان محافظ بلوک(BGT) ، روش 1
	کارت
	دستگاه آزمایش کارت

	
	I(0,0)(INF†=’00 B0 00 00 02’)

	I(0,0)(INF = ‘31 32 90 00’)
	


e) زمان شروع با بیت شروع آخرین کاراکتر را از دستگاه آزمایش کارت گرفته تا بیت شروع کاراکتر اول پاسخ کارت را ضبط کنید.
6.3.6.3.2 روش 2
کارت را به دستگاه تست-کارت متصل کنید.
a) در یک پرونده شفاف ساخته شده از حداقل 2 بایت قرار بگیرید.
b) بلوک I را با EDC اشتباه (شخصیت تشخیص خطا) بسازید.
c) بلوک I را به کارت ارسال کنید.
d) كارت بايد بطور صحيح يك بلوک R تأييد منفي را ارسال كند كه نشانگر خطاي EDC در بيت كنترل پروتكل آن (PCB) مطابق با قانون 7.1 است:
جدول 54 – سناریو 3 – زمان محافظ بلوک(BGT) – روش 2
	کارت
	دستگاه آزمایش کارت

	
	I(0,0)(INF†=’00 B0 00 00 02’)

	R(0)(PCB=’81’)
	


e) زمان شروع با بیت شروع آخرین کاراکتر را از دستگاه آزمایش کارت تا اولین بیت شخصیت اول پاسخ کارت ضبط کنید (به ISO / IEC 7816‑3: 2006 ، 11.4.3 مراجعه کنید)
6.3.6.4 گزارش آزمون
زمان بندی های ضبط شده را گزارش دهید.
6.3.7 ترتیب توالی بلوک توسط کارت
6.3.7.1 عمومی
هدف از این آزمایش تعیین واکنش کارت به خطای انتقال است (نگاه کنید به
ISO / IEC 7816‑3: 2006 ، 11.6.3).
بلوک اشتباه: بلوکی که خطای انتقال را متحمل شده است ، یعنی یک یا چند کاراکتر برابری اشتباه یا خطایی در epilogue وجود دارد.
6.3.7.2 دستگاه
4.7.1 را ببینید.
6.3.7.3 روش
6.3.7.3.1 روش 1
کارت را به دستگاه آزمایش کارت متصل کنید.
a) ریست کارت.
b) یک بلوک اشتباه را به کارت ارسال کنید.
c) اگر کارت شروع به ارسال بلوک در BWT نکرده یا R (0) را ارسال می کند ، دوباره بلاک صحیح را ارسال کنید.
جدول 55 -- سناریو 4 -- ترتیب توالی بلوک توسط کارت ، روش 1
	کارت
	دستگاه آزمایش کارت

	
	I(0,0)(INF = ’00’)(EDC = Wrong)

	R(0)(PCB=’81’)
	

	
	I(0,0)(INF†=’00 B0 00 00 02’)

	I(0,0)(INF = Response)
	


d) پاسخ کارت را ضبط کنید.
6.3.7.3.2 روش 2
کارت را به دستگاه آزمایش کارت متصل کنید.
a) ریست کارت.
b) بلوک I (0،0) را به کارت ارسال کنید ، در قسمت INF یک فرمان پشتیبانی شده توسط کارت وجود دارد.
c) منتظر جواب از کارت باشید و یک بلوک اشتباه را به کارت ارسال کنید.
d) اگر کارت شروع به ارسال بلوک در BWT نکرده یا R (1) را با بیت b1 از مجموعه PCB به 1 ارسال می کند ، دوباره 3 بار بلوک اشتباه را دوباره ارسال کنید.
جدول 56 - سناریو 5 - ترتیب توالی بلوک توسط کارت ، رویه 2
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